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INTRODUCCIÓN 

1. El Comité de Expertos de la Unión de la CIP celebró su quincuagésima quinta sesión en 
Ginebra en formato híbrido del 11 al 13 de marzo de 2024. Estuvieron representados en la 
sesión los siguientes miembros del Comité: Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, 
Belarús, Brasil, Canadá, China, Croacia, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados 
Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel, Italia, 
Japón, Kazajstán, México, Noruega, Perú, Portugal, Reino Unido, República Checa, República 
de Corea, República de Moldova, Rumania, Suecia, Suiza y Ucrania (35). También estuvieron 
representados Singapur, la Organización Eurasiática de Patentes (EAPO), la Oficina Europea 
de Patentes (OEP) y la Asociación Europea de Estudiantes de Derecho (ELSA International). 
La lista de participantes figura en el Anexo I del presente informe. La sesión contó con 33 
participantes presenciales. 

2. La sesión fue inaugurada por el Sr. K. Fushimi, director de la División de Clasificaciones 
Internacionales y Normas Técnicas del Sector de Infraestructura y Plataformas de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), quien dio la bienvenida a los 
participantes.  
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MESA 

3. El Comité eligió por unanimidad al Sr. Fergal Brady (Irlanda) como presidente y reeligió a 
la Sra. Magalie Mathon (Francia) y al Sr. Christopher Kim (Estados Unidos de América) como 
vicepresidentes. 

4. La Sra. XU Ning (OMPI) desempeñó la función de secretaria de la sesión. 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

5. El Comité aprobó por unanimidad el orden del día revisado, que figura en el Anexo II del 
presente informe. 

6. Tal como decidieron los órganos rectores de la OMPI en su décima serie de reuniones, 
celebrada del 24 de septiembre al 2 de octubre de 1979 (documento AB/X/32, párrafos 51 
y 52), el informe de la presente sesión refleja únicamente las conclusiones del Comité 
(decisiones, recomendaciones, opiniones, etc.) y no refleja, en particular, las declaraciones 
hechas por cada participante, excepto en los casos en que se haya formulado o repetido una 
reserva en relación con alguna conclusión específica del Comité una vez alcanzada esa 
conclusión. 

INFORME DE LA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 1 DE LAS 
OFICINAS DE LA COOPERACIÓN PENTALATERAL - GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA 
CLASIFICACIÓN 

7. El Comité tomó nota de un informe oral de los Estados Unidos de América, en nombre de 
las Oficinas de la Cooperación Pentalateral (Oficinas IP5), sobre la vigesimosexta reunión del 
Grupo de Trabajo IP5 sobre la Clasificación (GT1 IP5).  

8. Se destacó que la vigesimosexta reunión del GT1 IP5 fue la primera reunión física desde 
la pandemia de COVID con un componente híbrido para permitir la participación a distancia.  

9. Las Oficinas IP5 acordaron promover tres proyectos IP5 (proyectos F) a la fase CIP, 
todos ellos procedentes de las áreas candidatas de la hoja de ruta para la revisión de la CIP. 
Otro proyecto F podría ser promovido a la fase CIP previa aprobación electrónica de las 
Oficinas IP5. Las Oficinas IP5 también acordaron promover seis propuestas P a la fase F.  

10. Se señaló que la USPTO, en nombre de las Oficinas IP5, había publicado en el foro 
electrónico de la CIP, en el proyecto CE 456, las listas actualizadas de todos los proyectos y 
propuestas en curso de las IP5 (véase el Anexo 46 del expediente del proyecto) para evitar 
solapamientos entre las peticiones de revisión y las actividades de revisión en curso. 

11. El GT1 IP5 debatió cómo identificar y catalogar las nuevas tecnologías emergentes, así 
como establecer procesos para mantener el catálogo esas tecnologías. El GT1 IP5 seguiría 
estudiando la integración de ese catálogo con la hoja de ruta.  

12. Las Oficinas IP5 y la OMPI también compartieron su experiencia en materia de 
preclasificación, clasificación y reclasificación automática. 

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DEL PROGRAMA DE REVISIÓN DE LA CIP 

13. El Comité tomó nota del exhaustivo informe de situación que figura en el Anexo 23 del 
expediente de proyecto CE 462, elaborado por la Oficina Internacional, relativo a las 
actividades del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la CIP (Grupo de Trabajo), en particular, 
sobre el programa de revisión de la CIP. 

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE456
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE462


IPC/CE/55/2 
página 3 

 
 

14. El Comité observó que el número de proyectos de revisión por año se ha mantenido 
estable en los últimos años. En particular, el informe incluía información sobre proyectos 
relacionados con la hoja de ruta y las nuevas tecnologías emergentes, lo que muestra la 
capacidad de adaptación de la CIP a la evolución del panorama tecnológico. 

15. Además de las Oficinas IP5, las oficinas de Brasil y Canadá presentaron peticiones de 
revisión en el marco de la hoja de ruta actualizada. El número y la situación de todos los 
proyectos incluidos en la hoja de ruta y/o relacionados con las nuevas tecnologías emergentes 
se recogieron en el informe de situación. 

16. El Comité expresó su satisfacción y agradecimiento por la eficacia del Grupo de Trabajo, 
que se manifiesta especialmente en el periodo medio de la fase CIP, e invitó al Grupo de 
Trabajo a buscar una solución para suprimir las referencias no limitativas del sistema en un 
plazo razonable, teniendo en cuenta los proyectos de revisión en curso. 

17. Tras reconocer la importancia de mantener una alta calidad junto con la cantidad, el 
Comité instó al Grupo de Trabajo a tener en cuenta ambos aspectos en las futuras actividades 
de revisión. El Comité invitó a más oficinas a participar activamente en la revisión en el marco 
de la hoja de ruta, teniendo en cuenta que cuanta más participación haya en la revisión, más 
cuestiones se plantearán y, por tanto, mejor calidad se conseguirá. 

18. El Comité tomó nota de la intención de la Oficina Internacional de reanudar la 
presentación periódica del informe sobre la reclasificación de la CIP a partir de la próxima 
reunión del Comité.  

INFORME DEL GRUPO DE ESPECIALISTAS EN TECNOLOGÍAS DE SEMICONDUCTORES 
(EGST) 
19. El Comité tomó nota de un informe de situación realizado por la OEP, la oficina principal 
del EGST.  

20. Se informó al Comité de que tres nuevas subclases de la nueva clase H10, a saber, 
H10B, H10K y H10N, habían sido aprobadas y habían entrado en vigor en la CIP 2023.01. 
Otros tres proyectos (C 514, C 515 y C 516), que contienen tres nuevas subclases (H10D, 
H10F y H10H), se están estudiando en el foro electrónico de la CIP con vistas a la CIP 
2025.01. Otras dos subclases (H10P y H10W) están en marcha en el marco del proyecto CE 
481, que ya figuraban como proyectos candidatos C.  

21. Se señaló que durante la novena reunión del EGST, que tuvo lugar en el INPI (Brasil), el 
EGST examinó todas las cuestiones pendientes relativas a las subclases H10P y H10W, así 
como las cuestiones relativas a los proyectos C en curso C 514, C 515 y C 516 referentes a las 
subclases H10D, H10F y H10H.  

22. El Comité se unió al EGST en su agradecimiento a Brasil por acoger la novena reunión 
del EGST. 

23. El Comité tomó nota de que la próxima reunión del EGST se celebrará en Ginebra la 
semana anterior a la quincuagésima primera reunión del Grupo de Trabajo y señaló que el 
EGST tiene la intención de publicar todos sus proyectos antes de la CIP 2026.01.  

24. El Comité expresó su profundo y sincero agradecimiento a todos los miembros del EGST 
y, en particular, a la OEP, oficina principal del EGST, por los considerables resultados 
obtenidos hasta la fecha.  

25. El Comité alentó la participación en persona en la próxima reunión del EGST en vista de 
la complejidad del tema y de los profundos debates técnicos previstos; mientras tanto, también 

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C514
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C515
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C516
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/private/ipc/en/project/4867/CE481
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/private/ipc/en/project/4867/CE481
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C514
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C515
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/C516
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debería potenciarse el debate electrónico entre las reuniones presenciales para alcanzar el 
objetivo de la introducción completa en la CIP 2026.01. 

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE REVISIÓN DE LA CPC 
Y LA FI 
26. La OEP y los Estados Unidos de América realizaron una presentación conjunta sobre las 
últimas actualizaciones de la CPC; Japón presentó un informe sobre los últimos avances y 
desarrollos de la FI/F-term.  

27.  El Comité señaló que, a 1 de enero de 2024, casi 72,8 millones de documentos de 
patentes estaban clasificados en la CPC, incluidos 1,5 millones de documentos NPL. Además, 
se informó al Comité sobre la integración de la CIP 2024.01, por primera vez, en la versión de 
la CPC del 1 de enero de 2024. El Comité expresó su gratitud a la OEP y a la USPTO por su 
esfuerzo e implicación de cara al futuro. 

28. El Comité también tomó nota de la labor de reclasificación realizada por la OEP y la 
USPTO, cuyo objetivo es finalizarla en el plazo de un año a partir de la fecha de publicación de 
las respectivas versiones de la CPC. 

29. Se informó al Comité de que la FI/F-term se revisa anualmente desde 2023, lo que 
permite publicar la revisión de la FI y las nuevas versiones de la CIP al mismo tiempo, es decir, 
el 1 de enero; la revisión de la FI en 2024.01 abarcaba 287 grupos principales, mientras que la 
revisión de la F-term se refería a 18 temas en 2023. El Comité tomó nota de que, desde julio 
de 2023, la FI/F-term está disponible en la base de datos Patentscope de la OMPI para realizar 
búsquedas en las colecciones nacionales japonesas. 

30. El Comité tomó nota además de un análisis cuantitativo realizado por la JPO sobre la 
FI/F-term expresado en “proporción de FI únicas (RUFI)”; cuanto mayor sea la proporción en un 
área técnica específica, mayor será la utilidad de la FI para buscar documentos JP en el área 
en cuestión. El Comité expresó su gratitud a la JPO por haber mejorado la armonización entre 
la FI y la última CIP, abordando al mismo tiempo las diferencias entre los dos esquemas de 
clasificación en la búsqueda de documentos japoneses. 

31. El Comité reconfirmó el entendimiento compartido de que la coherencia entre la CIP y los 
esquemas de clasificación basados en la CIP es importante y que deben proseguir los 
esfuerzos para mejorar y mantener esa coherencia, en particular en los ámbitos relacionados 
con las nuevas tecnologías emergentes. 

MODIFICACIONES DE LA GUÍA DE LA CIP Y DE OTROS DOCUMENTOS BÁSICOS DE 
LA CIP 

32. El debate se basó en el Anexo 94 del expediente del proyecto CE 454, que contiene una 
recopilación de propuestas de modificación, con observaciones, de la Guía de la CIP, en 
particular en los Anexos 84 a 90 y 92, 93 del expediente del proyecto, presentados 
respectivamente por la Oficina Internacional, la Federación de Rusia, Alemania, la República 
de Corea, la OEP, Japón y China.  

33. El Comité aprobó, con algunos cambios, las modificaciones del encabezamiento de la 
primera página y de los párrafos 3, 13.d), 15.a), 39, 40, 41, 50, 66, 85.a), 85.b), 98, 100, 
107bis, 174, 183 y 187 de la Guía, que figuran en los Anexos 95 y 96 del expediente del 
proyecto. Esas modificaciones se incluirán en la versión de 2024 de la Guía. 

34. El debate se basó en el Anexo 99 del expediente del proyecto CE 455, que contiene una 
recopilación de propuestas de modificación, con observaciones, de las Directrices para la 
revisión de la CIP, presentadas respectivamente por la Oficina Internacional, la OEP, Israel, 

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE454
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE455
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China y Japón en los Anexos 94 a 96 y 98, así como en la observación al expediente del 
proyecto.  

35. El Comité aprobó, con algunos cambios, las modificaciones del encabezamiento de la 
primera página y de los párrafos 27bis, 28, 37bis, 51, 67bis, 69, 73, 76, 82, 109bis y 110, las 
modificaciones de la versión francesa del párrafo 7.a) del Apéndice I, del párrafo 7 del 
Apéndice II y del Apéndice VI, que figuran en los Anexos 100 y 101 del expediente del 
proyecto. 

INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN LAS ÁREAS 
CANDIDATAS A REVISIÓN PREVISTAS EN LA HOJA DE RUTA PARA LA REVISIÓN DE 
LA CIP  

36. El debate se basó en una propuesta de la Oficina Internacional incluida en el Anexo 3 del 
expediente del proyecto CE 559, relativa a la integración de las áreas relacionadas con las 
nuevas tecnologías emergentes en las candidatas a revisión previstas en la hoja de ruta para la 
revisión de la CIP. 

37. El Comité observó que existe un entendimiento común compartido entre las oficinas en el 
sentido de que la futura revisión en las áreas relacionadas con las nuevas tecnologías 
emergentes debería considerarse igual de importante que la revisión en las áreas incluidas en 
la actual hoja de ruta. El Comité estuvo de acuerdo, en general, con el concepto de la 
propuesta de la Oficina Internacional con respecto a la promoción de la transparencia y la 
visibilidad de las nuevas tecnologías emergentes en el marco de la hoja de ruta. Por 
consiguiente, ello ayudaría a visualizar las actividades de revisión del Grupo de Trabajo en las 
áreas relacionadas con las nuevas tecnologías emergentes. 

38. El Comité también tomó nota de las preocupaciones expresadas por algunas oficinas 
sobre la posible categorización errónea de las nuevas tecnologías emergentes en ausencia de 
un criterio objetivo para su identificación. El Comité decidió crear el proyecto CE 551, con la 
Oficina Internacional como ponente, para seguir debatiendo la propuesta de la Oficina 
Internacional sobre la integración de las nuevas tecnologías emergentes en la hoja de ruta y 
estudiar posibles criterios objetivos para su identificación. 

39. El Comité confirmó que la práctica actual de revisión de las nuevas tecnologías 
emergentes debe seguir aplicándose cuando se presenten nuevas peticiones de revisión 
utilizando la plantilla de revisión de la CIP. La Oficina Internacional tomará las medidas 
necesarias para que esas peticiones o proyectos sean visibles en el foro electrónico de la CIP. 

NECESIDAD DE UN NUEVO TIPO DE SISTEMA UNIVERSAL DE 
INDEXACIÓN/ETIQUETADO QUE ABARQUE LAS TECNOLOGÍAS TRANSVERSALES  

40. El debate se basó en el Anexo 12 del expediente del proyecto CE 502, que contiene una 
propuesta de China. 

41. El Comité observó que la propuesta se centra en cómo presentar mejor los símbolos de 
clasificación de la CIP que no pueden figurar en primer lugar cuando se asignan a documentos 
de patente. China propondría presentar esos símbolos de la CIP en el formato unificado, por 
ejemplo, utilizando expresiones como “esquemas para la clasificación suplementaria”. 

42. El Comité tomó nota de las preocupaciones de las oficinas sobre los posibles cambios 
considerables en la práctica actual de la CIP, ya que los esquemas de indexación y los 
esquemas para la clasificación secundaria, así como la clasificación múltiple, se han aplicado 
en la práctica de clasificación de la CIP durante muchos años. Los cambios propuestos 
también podrían afectar a los sistemas informáticos de las oficinas. 

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE559
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE551
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE502
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43. El Comité agradeció a China su iniciativa, que podría servir de punto de partida para 
generar nuevas ideas. El Comité decidió crear el proyecto CE 552, con China como ponente, 
para seguir debatiendo sobre la representación de la clasificación suplementaria en la CIP. 

44. En vista del cambio en el ámbito del nuevo proyecto respecto al proyecto CE 502 
existente, en el que la OEP y China actuaban como ponentes, el Comité decidió dar por 
concluido el proyecto CE 502. 

RECLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE LA CIP: POSIBLE SUSTITUCIÓN DE LA 
“TRANSFERENCIA POR DEFECTO” 
45. Luminess, el contratista seleccionado por la OMPI para la aplicación del sistema de 
gestión de listas de trabajo de la CIP (IPCWLMS), realizó una presentación sobre la 
reclasificación automática en IPCWLMS.  

46. El Comité tomó nota de la presentación, que incluía la historia, los objetivos y las 
limitaciones, los principios de la IA, los datos de entrenamiento, la evaluación y las posibles 
mejoras. La Oficina Internacional explicó que las soluciones se basan en la adaptación del 
servicio IPCCAT existente a la reclasificación y que el alcance previsto del proyecto es ofrecer 
una solución alternativa a la transferencia por defecto en la fase 3 del ciclo de reclasificación de 
la CIP. 

47. Se invitó a la Oficina Internacional a seguir recopilando los resultados de las pruebas y a 
poner a disposición de las oficinas la documentación pertinente para que formulen sus 
observaciones en el proyecto CE 532. Se invitó a las oficinas a considerar su participación 
activa en las pruebas, lo que contribuirá a la evaluación final y a la validación del servicio de 
reclasificación automática para que el Comité lo estudie y adopte una decisión al respecto en 
una fase posterior. 

OTRAS CUESTIONES 
48. El Comité tomó nota de que la propuesta de la Oficina Internacional que figura en el 
Anexo 3 del proyecto CE 559 ha sido examinada en el punto “Integración de las nuevas 
tecnologías emergentes en las áreas candidatas a revisión previstas en la hoja de ruta para la 
revisión de la CIP” (párrafos 36 a 39). 

49. Informe sobre los sistemas informáticos relacionados con la CIP 

50. La Oficina Internacional realizó una presentación y una demostración del sistema de 
gestión de la revisión de la CIP (IPCRMS) y de sus servicios para los ponentes y traductores de 
los proyectos de revisión de la CIP, así como explicaciones sobre cómo podría utilizarse el 
IPCRMS para hacer un seguimiento de la revisión de la CIP en distintas fases, por ejemplo, 
antes de hacer pública cada versión de la CIP como publicación anticipada o antes de su 
entrada en vigor. 

51. La Oficina Internacional describió posibles situaciones para el seguimiento de la revisión 
y el mantenimiento del esquema de la CIP, la lista de concordancia de la revisión, las 
definiciones y las palabras clave en las dos lenguas oficiales, así como en otras versiones 
lingüísticas en las que esté disponible la CIP. También se presentaron funciones del IPCRMS 
que facilitan la preparación de propuestas de revisión de la CIP, así como una herramienta 
integrada para facilitar su traducción, a saber, WIPO Translate. Se ofreció formación específica 
a las oficinas para hacer un mejor uso de la herramienta en el marco del programa de revisión y 
mantenimiento de la CIP. 

52. El Comité tomó nota de la presentación e invitó a las oficinas a hacer el mejor uso posible 
de la herramienta en el marco del programa de revisión de la CIP. Se informó al Comité de que 
la Oficina Internacional proporcionará formación o asesoramiento sobre el uso de la 

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE552
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE502
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE502
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE532
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE559


IPC/CE/55/2 
página 7 

 
 

herramienta para la preparación de proyectos de revisión o mantenimiento de la CIP a petición 
de las oficinas que desempeñen funciones en los proyectos, como las ponentes, las 
traductoras o las encargadas de formular comentarios. 

EXPERIENCIA DE LAS OFICINAS EN LA CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA (POR EJEMPLO, 
MEDIANTE IA) 
53. El Comité agradeció las presentaciones de China y la OEP sobre la experiencia con la 
clasificación automática (por ejemplo, mediante IA) en las respectivas oficinas. 

54. El Comité observó que el uso de las herramientas se centra en diversos aspectos de la 
clasificación de patentes, como la preclasificación, la clasificación de solicitudes de patentes y 
la reclasificación de documentos de patentes publicados.  

55. Cabe destacar que no todos los resultados obtenidos de manera automática eran ideales, 
por lo que sería necesario realizar un nuevo entrenamiento. Se observó que solo el uso para la 
preclasificación alcanzaba el nivel práctico y que la clave para mejorar la eficacia consistía en 
cómo podrían automatizarse las observaciones y correcciones de los examinadores. Se 
debatió el potencial de la reclasificación automática en lugar de las soluciones de aplicación 
general para diferentes áreas tecnológicas, habida cuenta de la ausencia de modelos 
comerciales preentrenados que se ajusten a la clasificación de patentes. También se 
examinaron las comprobaciones de calidad y la validación humana de la clasificación y 
reclasificación automática como una parte importante del entrenamiento que habría que llevar a 
cabo en cada proyecto de reclasificación. 

56. El Comité reconoció la importancia del intercambio de información en este campo e invitó 
a más oficinas a compartir su experiencia con el desarrollo de herramientas internas de 
clasificación automática en su próxima sesión. Se informó de que todos los materiales de 
presentación, incluidos los antiguos, están disponibles en el foro electrónico de la CIP bajo el 
proyecto CE 524.  

CLAUSURA DE LA SESIÓN  

57. El presidente clausuró la sesión. 

58. El Comité de Expertos aprobó 
este informe por unanimidad y por vía 
electrónica el 3 de abril de 2024. 

[Siguen los Anexos] 

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE524
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LISTE DES PARTICIPANTS/ 
LIST OF PARTICIPANTS 

I. ÉTATS/STATES   
 
(dans l’ordre alphabétique des noms français des États/ 
in the alphabetical order of the names in French) 

ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Oliver STEINKELLNER (Mr.), Head, Classification Systems Section, German Patent and Trade 
Mark Office (DPMA), Munich 
 
Stefanie GABRIEL (Ms.), Deputy Head, Classification Systems Section, German Patent and 
Trade Mark Office (DPMA), Munich 

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 
 
Abdullah ALGHAMDI (Mr.), Patent Expert, Patents Directorate, Saudi Authority for Intellectual 
Property, (SAIP), Riyadh 
 
Fahad ALNAFJAN (Mr.), Patent Expert, Patents Directorate, Saudi Authority for Intellectual 
Property, (SAIP), Riyadh 
 
Ali NAMAZI (Mr.), Patents Directorate, Saudi Authority for Intellectual Property, (SAIP), Riyadh 

AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
Thanh NGUYEN (Ms.), Patent Examiner, IP Australia, Canberra 

AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Akos BAZSO (Mr.), Examiner, Austrian Patent Office, Vienna 

BÉLARUS/BELARUS 
 
Vera PIATROVICH (Ms.), Leading Specialist, Biology and Chemistry Department, National 
Center of Intellectual Property (NCIP), Minsk 

BRÉSIL/BRAZIL 
 
Catia VALDMAN (Ms.) Head, Electronics and Computer Division, Head, Classification Group, 
Secretariat for Competitiveness and Regulation, National Institute of Industrial Property (INPI), 
Ministry of Development, Industry, Trade and Services (MDIC), Rio de Janeiro 
 
Tatielli BARBOSA (Ms.), Patent Examiner, Inorganic Chemistry, Classification Group, National 
Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry, Trade and Services 
(MDIC), Rio de Janeiro 
 
Rodrigo FERRARO (Mr.), Patent Examiner, Secretariat for Competitiveness and Regulation, 
National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry, Trade and 
Services (MDIC), Belo Horizonte 
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Dárcio GOMES PEREIRA (Mr.), National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of 
Development, Industry, Trade and Services (MDIC), Rio de Janeiro 
 
Erika WATANABE PATRIOTA (Ms.), Minister-Counsellor, Deputy Permanent Representative to 
the WTO and other Economic Organizations in Geneva, Geneva 
 
Cristina VIEIRA MACHADO ALEXANDRE (Ms.), Counsellor, Intellectual Property, Permanent 
Mission of Brazil to the WTO, Geneva 

CANADA 
 
Claude PLANTE (Mr.), conseiller au directeur de la Division électrique, Direction des brevets, 
Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPI), Innovation, Sciences et Développement 
Économique Canada (ISDE), Gatineau 

CHINE/CHINA 
 
LI Xiao (Ms.), Consultant, International Communication Division, Patent Documentation 
Department, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing 
 
XU Lina (Ms.), Staff, Business Reserach and Development Division, China Patent Technology 
Development Corporation, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing 

CROATIE/CROATIA 
 
Gordana RICIJAŠ (Ms.), Head, Patent Examiners, Patent Department, State Intellectual 
Property Office of the Republic of Croatia (SIPO), Zagreb 
 
Marija JAZVIĆ MIOKOVIĆ (Ms.), Senior Administrative Advisor, Mechanics and Related Fields, 
Patents Department, State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia (SIPO), Zagreb 

DANEMARK/DENMARK 
 
Sven NYTOFT RASMUSSEN (Mr.), Senior Examiner, Danish Patent and Trademark Office, 
Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Høje, Taastrup 

ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES 
 
Sarah MCHAREK (Ms.), International Organizations Executive, Office to WTO, Geneva 

ESPAGNE/SPAIN 
 
Mario CAÑADAS (Sr.), Jefe del Servicio de Documentación, Departamento de Patentes y 
Tecnologías de la Información, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, Madrid 
 
León MENA (Sr.), Examinador de Patentes, Departamento de Patentes, Oficina Española de 
Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria y Turismo, Madrid 

ESTONIE/ESTONIA 
 
Tiina LILLEPOOL (Ms.), Principal Examiner, Patent Department, Estonian Patent Office, Tallinn 
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Christopher KIM (Mr.), Director, Classification Quality and International Coordination, United 
States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria  
 
Donald TARAZANO (Mr.), Director, Classification and Standards Division (CSD), Office of 
International Patent Cooperation (OIPC), United States Patent and Trademark Office (USPTO), 
Department of Commerce, Alexandria  
 
Melanie BROWN (Ms.), International Patent Classifier, United States Patent and Trademark 
Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria  
 
David D. LE (Mr.), International Patent Classifier, Patent and Trademark Office (USPTO), 
Department of Commerce, Washington D.C. 

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Zoya VOYTSEKHOVSKAYA (Ms.), Senior Researcher, IPC Section, Federal Service for 
Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
Nataliya ALISOVA (Ms.), Senior Researcher, IPC Section, Federal Service for Intellectual 
Property (ROSPATENT), Moscow 
 
Lada TSIKUNOVA (Ms.), Senior Researcher, IPC Section, Federal Service for Intellectual 
Property (ROSPATENT), Moscow 
 
Ekaterina PAVLOVA (Ms.), Leading Specialist, Multilateral Cooperation Division, International 
Cooperation Department, Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
Fedor SARATOVSKIY (Mr.), Researcher, IPC Section, Federal Service for Intellectual Property 
(ROSPATENT), Moscow 

FINLANDE/FINLAND 
 
Antti HOIKKALA (Mr.), Senior Patent Examiner, Finnish Patent and Registration Office (PRH), 
Helsinki 

FRANCE 
 
Magalie MATHON (Mme), chargée de mission CIB, Département des Brevets, Institut national 
de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie 
 
Carole BREMEERSCH (Mme), conseillère, propriété intellectuelle, Mission permanente, 
Genève 

IRLANDE/IRELAND 
 
Fergal BRADY (Mr.), Examiner of Patents, Patent Examination, Intellectual Property Office of 
Ireland, Department of Enterprise, Trade and Employment, Kilkenny 
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ISRAËL/ISRAEL 
 
Orit REGEV (Ms.), Deputy Superintendent of Examiners, Israel Patent Office, Ministry of 
Justice, Jerusalem 
 
Yoav SIN MALIA (Mr.), Head of Information Systems, Patent, Israel Patent Office, Ministry of 
Justice, Moddiin 

ITALIE/ITALY 
 
Felice PISCITELLO (M.), Attaché (Commercial), Permanent Mission, Geneva 

JAPON/JAPAN 
 
Yoichi KIKUCHI (Mr.), Director, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), 
Tokyo 
 
Akihiko INAGAKI (Mr.), Deputy Director, Examination Policy Planning Office, Japan Patent 
Office (JPO), Tokyo 
 
Taiki OKI (Mr.), Assistant Director, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office 
(JPO), Tokyo 
 
Kengo SHIMIZU (Mr.), Assistant Director, Patent Classification Policy Planning Section, Japan 
Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Takuya YASUI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

KAZAKHSTAN 
 
Ainur SATANOVA (Ms.), Chief Examiner, Division on formal examination of applications for 
inventions and selection achievements, National Institute Intellectual of Property, Astana 
 
Altynay BATYRBEKOVA (Ms.), Invention, Division on formal examination of applications for 
inventions and selection achievements, National Institute Intellectual of Property, Astana 

MEXIQUE/MEXICO 
Kevin Uriel ALENCASTER VILLA (Sr.), Ayudante especializado en servicios A, Dirección 
Divisional de Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 
Ciudad de México 
 
Rita Jacqueline BRAVO CORIA (Sra.), Especialista B en Propiedad Industrial, Dirección 
Divisional de Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), consejera, Propiedad Intelectual, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
Itzel FERNÁNDEZ PANDO (Sra.), Asesor, Propiedad Intelectual, Misión Permanente, Ginebra 
 
Ayari FERNANDEZ SANTA CRUZ RUIZ (Sra.), Especialista A en Propiedad Industrial, 
Dirección Divisional de Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
Carlos GARCÍA DELGADO (Sr.), Consejero, Propiedad Intelectual, Misión Permanente, 
Ginebra 
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Miguel GONZALEZ AGUILAR (Sr.), Especialista A en Propiedad Industrial, Dirección Divisional 
de Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
Pablo ZENTENO MÁRQUEZ (Sr.), Especialista A en Propiedad Industrial, Dirección Divisional 
de Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 

NORVÈGE/NORWAY 
 
Bente AARUM-ULVÅS (Ms.), Chief Examiner, Process and Industry, Patent, Norwegian 
Industrial Property Office (NIPO), Oslo 

PAYS-BAS (ROYAUME DES)/NETHERLANDS (KINGDOM OF THE) 
 
Robert SCHOUWENAARS (Mr.), Technical Advisor, Netherlands Patent Office, Ministry of 
Economic Affairs, The Hague 
 
Mark PETERS (Mr.), Examiner, Electrical Engineering, Netherlands Patent Office, Ministry of 
Economic Affairs, The Hague 

PÉROU/PERU 
 
Beatriz CAMACHO CALIZAYA (Sra.), Examinador, Dirección de Invenciones y Tecnologías 
Informativas, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima 
 
Sarah VILLANUEVA GUEVARA (Sra.), Examinador de Patentes, Dirección de Invenciones y 
Tecnologías Informativas, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima 
 
Belén GONZALEZ (Sra.), Coordinadora técnica del área farmacéutica, Dirección de 
Invenciones y Nuevas Tecnologías, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima 
 
Alison URQUIZO OLAZABAL (Sra.), Primera secretaria, Misión Permanente, Ginebra  

PORTUGAL 
 
Roxana ONOFREI (Ms.), Patent Examiner, Patents and Utility Models Department, Portuguese 
Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon 
 
Tiago SERRAS RODRIGUES (Mr.), Deputy Permanent Representative for WIPO, Permanent 
Mission, Geneva 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
HAN Donghee (Mr.), Head, Data Science Team, Intellectual Property Classification Strategy 
Department, Korea Institute of Intellectual Property Promotion (KIPRO), Daejeon 
 
JUNG Byungte (Mr.), Head, Classification Division, IP Classification Division, Korea Institute of 
Intellectual Property Promotion (KIPRO), Daejeon 
 
KOH Won Kyou (Mr.), Deputy Director, Patent Examination Policy Coordination Division, 
Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
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LEE Wangseok (Mr.), Head, IPC Team, IP Classification Center, Korea Institute of Intellectual 
Property Promotion (KIPRO), Daejeon 
 
SANG Shin Hee (Mr.), Deputy Director, Patent Examination Policy Coordination Division, 
Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
SHIN Jieun (Ms.), Assistant Deputy Director, Patent Examination Policy Coordination Division, 
Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
CHA HyunSoo (Mr.), Head of Group, IP Classification Division, IP Classification Center, Korea 
Institute of Intellectual Property Promotion (KIPRO), Daejeon 
 
LEE Jinyong (Mr.), Counselor (Intellectual Property Attaché), Economy, Permanent Mission, 
Geneva 

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Natalia CAISIM (Ms.), Head of Examination Division, Patents, State Agency on Intellectual 
Property (AGEPI), Chisinau 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Jarmila AVRATOVA (Ms.), Engineer, Patent Information, Industrial Property Office of the Czech 
Republic, Prague 
 
Petr FIALA (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

ROUMANIE/ROMANIA 
 
Daniela CRISTUDOR (Ms.), Examiner, Examination Department - Electricity and Physics, State 
Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
Florica ENEA (Ms.), Head, Electrical Department, Substantive Examination, State Office for 
Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Jeremy COWEN (Mr.), Head, Patent Examining Group/Patent Classification Expert, Patent 
Examination Division, United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO), Newport 
 
Mark EDWARDS (Mr.), Senior Artificial Intelligence Developer, Digital, Data and Technology, 
United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO), Newport 
 
Huw THOMAS (Mr.), Patent Examiner, Patent Examining Division, UK Intellectual Property 
Office (UKIPO), Newport 
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SUÈDE/SWEDEN 
 
Moa EMLING (Ms.), Senior Examiner, Chemistry, Swedish Patent and Registration Office, 
Patent Division, Täby 
 
Anders BRUUN (Mr.), Patent Expert, Swedish Patent and Registration Office, Patent Division, 
Stockholm 
 
Tomas LUND (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent, Swedish Patent and Registration Office, 
Patent Division, Stockholm 

SUISSE/SWITZERLAND 
 
Pascal WEIBEL (M.), chef Examen, Division des brevets, Institut fédéral suisse de la propriété 
intellectuelle, Berne 

UKRAINE 
 
Andrii ZOZULIUK (Mr.), Head, Department of International Cooperation, Ministry of Economy of 
Ukraine, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent), Kyiv 
 
Andrii DESHKO (Mr.), Head, Unit of Physics and Engineering, State Organization “Ukrainian 
National Office for Intellectual Property and Innovations” (UANIPIO), Ministry of Economy of 
Ukraine, Kyiv 
 
Viktoriia GRYSHCHENKO (Ms.), Head, Department of Information and Documentary Support, 
State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent), Ministry of Economy of 
Ukraine, Kyiv 
 
Maryna HEPENKO (Ms.), Leading Intellectual Property Professional, Department of 
International Cooperation, State Organization “Ukrainian National Office for Intellectual Property 
and Innovations” UANIPIO, Ministry of Economy of Ukraine, Kyiv 
 
Dmytro PROKOPENKO (Mr.), IP Professional, Department of Information and Documentary 
Support, State Organization “Ukrainian National Office for Intellectual Property and Innovations” 
(UANIPIO), Ministry of Economy of Ukraine, Kyiv 

II. ÉTAT OBSERVATEUR/OBSERVER STATE  

SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Kay Wee ANG (Mr.), Patent Examiner, Patent Search, Examination and Analytics, Intellectual 
Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
 
Ning DU (Ms.), Senior Patent Examiner, Patent Search, Examination and Analytics, Intellectual 
Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
 
Cheow Hin SIM (Ms.), Senior Patent Examiner, Patent Search, Examination and Analytics, 
Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
 
Koh Yung HUA (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Search, Examination and Analytics, 
Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
 
Ming Kun ZHUO (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Search, Examination and Analytics,  
Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
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III. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/INTERGOVERNMENTAL 
 ORGANIZATIONS 

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO)  
 
Dmitry GUDILIN (Mr.), Principal Examiner, Mechanics, Physics and Electrical Engineering 
Division, Examination Department, Moscow 
 
Valery MALAY (Mr.), Principal Examiner, Mechanics, Physics and Electrical Engineering 
Division, Examination Department, Moscow 
 
Andrey SEKRETOV (Mr.), Director, Integration Solutions Division, Information Technologies 
Department, Moscow 
 

ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 
ORGANISATION (EPO)  
 
Pierre HELD (Mr.), Administrator, European and International Affairs, Rijswijk 
 
Roberto IASEVOLI (Mr.), Head, Classification Board, Classification and Documentation, Rijswijk 
 
Salvatore CHIARIZIA (Mr.), Program Manager, Enterprise/Architecture, Rijswijk 
 
Paulo RICARDO (Mr.), Application Owner, Enrichment Products, The Hague 
 

IV.  ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL 
 ORGANIZATIONS 
 
ASSOCIATION EUROPÉENNE DES ÉTUDIANTS EN DROIT (ELSA 
INTERNATIONAL)/EUROPEAN LAW STUDENTS’ ASSOCIATION (ELSA INTERNATIONAL)  
 
Myrsini SPYROU (Ms.), Member, Head of Delegation (Greece), Brussels 
 
Dora Sophia Magda CAMMERLANDER (Ms.), Member (Austria), Brussels 
 
Simay ÖKSÜZ (Ms.), Member (Turkey), Brussels 
 
Paula Sophie RATHE (Ms.), Member (Germany), Brussels 
 
Alix NIKOLOV (Ms.), Member (Belgium), Brussels 
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GROUPE DE DOCUMENTATION SUR LES BREVETS (PDG)/PATENT DOCUMENTATION 
GROUP (PDG)  
 
Arndt MECKE (Mr.), Patent Information Professional, Munich 

V. BUREAU/OFFICERS 
 
président/Chair: Fergal BRADY (M./Mr.) (Irlande/Ireland) 
vice-présidents/: Christopher KIM (M./Mr.) (États-Unis d’Amérique/  
Vice-Chairs  United States of America)  
   Magalie MATHON (Mme/Ms.) (France)  

secrétaire/ 
Secretary:  XU Ning (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO) 

VI. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ  
 INTELLECTUELLE (OMPI)/INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD 
 INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 
Kunihiko FUSHIMI (M./Mr.), directeur de la Division des classifications internationales et des 
normes, Secteur de de l’infrastructure et des plateformes/Director, International Classifications 
and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector 
 
XU Ning (Mme/Ms.), chef de la Section de la classification internationale des brevets (CIB), 
Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l’infrastructure et des 
plateformes/Head, International Patent Classification (IPC) Section, International Classifications 
and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector 
 
Rastislav MARČOK (M./Mr.), administrateur principal de la classification des brevets de la 
Section de la classification internationale des brevets (CIB), Division des classifications 
internationales et des normes, Secteur de de l’infrastructure et des plateformes/Senior Patent 
Classification Officer, International Patent Classification (IPC) Section, International 
Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector 
 
Olivier COLLIOUD (M./Mr.), administrateur de projets de la Section des systèmes 
informatiques, Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de 
l’infrastructure et des plateformes/Project Officer, IT Systems Section, International 
Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector 
 
Isabelle MALANGA SALAZAR (Mme/Ms.), assistante à l’information de la Section de la 
classification internationale des brevets (CIB), Division des classifications internationales et des 
normes, Secteur de de l’infrastructure et des plateformes/Information Assistant, International 
Patent Classification (IPC) Section, International Classifications and Standards Division, 
Infrastructure and Platforms Sector 
 
Caroline SCHLESSINGER (Mme/Ms.), secrétaire II de la Division des classifications 
internationales et des normes, Secteur de de l’infrastructure et des plateformes/Secretary II, 
International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector 

[Sigue el Anexo II] 



IPC/CE/55/2 
ANEXO II 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1. Apertura de la sesión 

2. Elección de la presidencia y de dos vicepresidencias  

3. Informe de la vigésima sexta reunión del Grupo de Trabajo 1 de las Oficinas de la 
Cooperación Pentalateral - Grupo de Trabajo sobre la Clasificación  
Informe oral de la USPTO en nombre de las Oficinas de la Cooperación 
Pentalateral. 

4. Informe sobre la marcha del programa de revisión de la CIP  
 Véase el proyecto CE 462. 

5. Informe del Grupo de Expertos en Tecnología de Semiconductores (EGST)  
 Véase el proyecto CE 481. 

6. Informe sobre la marcha de los programas de revisión de la CPC y el FI 
 Informes de la OEP y la USPTO sobre la CPC, y de la JPO sobre el FI. 

7. Modificaciones de la Guía de la CIP y otros documentos básicos de la CIP  
 Véanse los proyectos CE 454 y CE 455. 

8. Integración de las nuevas tecnologías emergentes en las áreas candidatas a revisión 
según la hoja de ruta de revisión de la CIP  

Véase el proyecto CE 559. 

9. Necesidad de un nuevo tipo de sistema universal de indexación/etiquetado que abarque 
las tecnologías transversales 
 Véase el proyecto CE 502. 

10. Reclasificación de la CIP mediante IA: posible sustitución de la "transferencia por defecto"  
 Véase el proyecto CE 532. 

11. Otras cuestiones  
 Véase el proyecto CE 559. 

12. Informe sobre los sistemas informáticos de la CIP 
Presentación de la Oficina Internacional (proyecto CE 501). 

13. Experiencia de las oficinas en clasificación automatizada (por ejemplo, mediante IA)  
 Presentaciones de las oficinas (proyecto CE 524). 

14. Próxima sesión del Comité de Expertos 

15. Clausura de la sesión 

16. Aprobación del informe 

[Fin del Anexo II y del documento] 

https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE462
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE481
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE454
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE455
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE559
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE502
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE532
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE559
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE501
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE524
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